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研究成果の概要（和文）：液体金属中において固体基板表面構造の分析を可能とする原子間力顕微鏡 (Atomic Force m
icroscopy; AFM) を開発した。ほとんどの液中AFMでは、そのフォースセンサの変位検出を光学的手法により行うため
、不透明な液中での分析は不可能であった。これに対し、本研究では音叉型水晶振動子と先鋭化した金属探針を用いる
ことで、不透明な液中でもAFM分析を可能とした。さらに、探針表面処理プロセス、液体金属固定ホルダを開発するこ
とで、液体金属中においてナノスケールで固体基板表面構造の分析に成功した。 

研究成果の概要（英文）：Structural analysis on interfaces between liquid metal (or molten metal) and 
solid materials is of practically importance for jointing different materials and developing composite 
materials. While atomic force microscopy (AFM) is known as a powerful technique for investigating 
liquid/solid interfaces, most of the AFMs use cantilevers as their force sensors, which requires optical 
detection system and they cannot applied for non-transparent liquid including liquid metal. In this 
study, we newly developed AFM for investigating in liquid metal. A quartz tuning fork sensor with a 
sharpened metal tip, where its deflection is electrically detected, was used as its force sensor. In 
addition, we modified the tip surface by a organic monolayer and a silicone-rubber holder for fixing the 
liquid metal droplet was developed. The surface of solid substrates were successfully imaged in liquid 
metal on the nanometer scale.

研究分野： 表界面科学

キーワード： 液体金属　固-液界面　原子間力顕微鏡　走査プローブ顕微鏡
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